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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles aupreés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a ['établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapi

cation ont été soit tirés du Vi
approuvés aux fins de cette publicg

Pour les symboles ::@.
signes d'usage générakapp

consultera:

— la CEI

et pour les appareils électromédicaux,

— la CElI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEIl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

separate chapters each dealing
/ Full details of the IEV will be
See also the IEC Multilingual

specijically approved for the purpose of this publication.

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE A BASSE TENSION —
Partie 5: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande —

Section 4: Méthode d’évaluation des performances des contacts
a basse énergie — Essais spéciaux

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialg/de isation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de |z . El a pQur objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normafisat domaines de
I’électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, i e erpdtionales.
Leur élaboration est confiée a des comités d études aux travaux desquel { intéressé par le

mentales, en
eC I'Organisation

X organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les question i seéntent, dans la mesure

du possible un accord international sur les sujets étudiés, ¢ es Co ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études.

internationales. lls sont publiés
dmités nationaux.

e indication d'approbation et sa responsabilité
ne de ses normes.

droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

Norme internatiQmale peut étre envisagée pour I'avenir mais pas dans I'immédiat;

» type 3, lorsqu’'un comité d’études a réuni des données de nature différente de celles qui
sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par
exemple, des informations sur I'état de la technique.

Les rapports techniques de types 1 et 2 font I'objet d’un nouvel examen trois ans au plus tard
apres leur publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes
internationales. Les rapports techniques de type 3 ne doivent pas nécessairement étre révisés
avant que les données qu'ils contiennent ne soient plus jugées valables ou utiles.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -
Part 5: Control circuit devices and switching elements —

Section 4: Methods of assessing the performance
of low-energy contacts — Special tests

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for andardl tlon comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obje to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the el B fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International <Stand i repratlon is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee intere with may
participate in this preparatory work. International, governmental and n atlons liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates cIost with“tRe Internatiopdl Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions dete € eqt between the two

organlzatlons

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technigal matters early as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects §i echnfsal committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re qtions i i se and are published in the form
of standards, technical reports or guides agd the L atigraf Committees in that sense.

4) In order to promote international unification i ommittees Mndertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum e \ their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding hational or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no markifg procegdure i apprval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in sgnfority with oQeNo

6) Attention is drawn to the pessibi 'ty that(sowe o 2nts of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC Sponsike for identifying any or all such patent rights.

The main task i i i is to prepare International Standards. In
exceptional circumste S saNeommittee may propose the publication of a technical

ctype I w ed support cannot be obtained for the publication of an
Inter

* type subject is still under technical development or where for any other
reason there is the future but no immediate possibility of an agreement on an International

Standard;

 type 3, when a technical committee has collected data of a different kind from that which
is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

Technical reports of types 1 and 2 are subject to review within three years of publication to
decide whether they can be transformed into International Standards. Technical reports of
type 3 do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be
no longer valid or useful.
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La CEI 947-5-4, rapport technique de type 2, a été établie par le sous-comité 17B: Appareillage
a basse tension, du comité d’Etudes 17 de la CEI: Appareilage.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet de comité Rapport de vote

17B/631/CDV 17B/716/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a 'approbation de ce rapport technique.

Le présent document est publié dans la série des rapports tet

prospective d’application provisoire» dans le domaine contacts
urgent d’avoir des indications sur la meilleure facon d'utiliser les s
de répondre a un besoin déterminé.

Ce document ne doit pas étre considéré comme une «N6
pour une mise en oeuvre provisoire, dans le but de recueith

Le contenu du corrigendufy
concerne que le texte anglais.

9,
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IEC 947-5-4, which is a technical report of type 2, has been prepared by subcommittee 17B:
Low-voltage switchgear and controlgear, of technical committee 17: Switchgear and
controlgear.

The text of this technical report is based on the following documents:

Committee draft Report on voting

17B/631/CDV 17B/716/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report
on voting indicated in the above table.

9,
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INTRODUCTION

La CEIl 947-5-1 précise (voir note 2 de 4.3.1.1) que les auxiliaires de commande peuvent ne
pas étre appropriés pour une utilisation a de trés basses tensions et qu’il est donc
recommandé de demander l'avis du constructeur pour toute utilisation a une trés faible valeur
de la tension, par exemple en dessous de 100 V courant alternatif ou courant continu.

Cependant, le développement des systémes électroniques et des automates programmables
dans les processus industriels entraine une augmentation de l'utilisation des appareils de
commutation dans des circuits de commande a basse tension.

utilisés dans ce domaine doit étre établi (avec un niveau de confia
des méthodes d’essais conventionnels précises, jusqu’a des valeur
exemple 24V, 1 mA; 5V, 10 mA).

©
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INTRODUCTION

IEC 947-5-1 indicates (see note 2 of 4.3.1.1) that control switches may not be suitable for use
at very low voltages and therefore it is recommended to seek the advice of the manufacturer
concerning any application with a low value of operational voltage, for example below 100 V
a.c. ord.c.

However, the development of electronic systems and programmable controllers in industrial
processes increases the use of switching elements in low-voltage circuit control.

So it is necessary to define how predictional behaviour of contacts in
established (with an acceptable confidence level), by using precise
methods, down to specified values (such as 24 V, 1 mA; 5V, 10 mA).

area should be
jonal testing

©
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APPAREILLAGE A BASSE TENSION —
Partie 5: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande —

Section 4: Méthode d’évaluation des performances des contacts
a basse énergie — Essais spéciaux

1 Généralités

1.1 Domaine d’application et objet

Ce rapport s’applique aux contacts séparables utilisés dans le domainge ploi considéreé,

tels les contacts de commutation pour les circuits de commande.

Ce rapport prend en compte deux domaines de tensions assignées:

a) I'un au-dessus de (et y compris) 10 V (typ|quement U les sont utilisés
pour commuter des charges et pour lesquels une é S
exemple les entrées d’automates programmables.

— les définitions n

— les principes générs

comportemen</h>
— les principesAor

— les valeurs

— les moall e essai pour des contacts destinés a des applications
spécifiqu e S gmmutation d’entrées d’automates programmables);

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour le présent rapport. Au moment de la
publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet a
révision et les parties prenantes aux accords fondés sur le présent rapport sont invitées a
rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs
indiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'lSO possédent le registre des Normes

internationales en vigueur.
CEI 68-1: 1988, Essais d’environnement — Partie 1: Généralités et guide
CEIl 68-2, Essais d’environnement — Partie 2: Essais

CEl 605-6: 1986, Essais de fiabilité des équipements — Partie 6: Tests de validité de
I’hypotheése d’un taux de défaillance constant

CEI 947-1: 1996, Appareillage & basse tension — Partie 1: Régles générales
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LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -
Part 5: Control circuit devices and switching elements —

Section 4: Methods of assessing the performance
of low-energy contacts — Special tests

1 General

1.1 Scope and object

This report applies to separable contacts used in the utilisation area ered such as

switching element for control circuits.

This report takes into consideration two rated voltage areas:

The object of this report is to propose &
contacts giving:
— useful definitions;

— general principles 6
contacts at each opg

— functional bases
— preferred \@a

— particular cong

The following normatiwe documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this report. At the time of publication, the editions indicated were valid.
All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this
report are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the
normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently
valid International Standards.

IEC 68-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance
IEC 68-2, Environmental testing — Part 2: Tests

IEC 605-6: 1986, Equipment reliability testing — Part 6: Tests for the validity of a constant
failure rate assumption

IEC 947-1: 1996, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules
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CEl 947-5-1: 1990, Appareillage a basse tension — Partie 5: Appareils et éléments de
commutation pour circuits de commande — Section un: Appareils électromécaniques pour
circuits de commande

CEl 1131-2: 1992, Automates programmables — Partie 2: Spécifications et essais des équipements

ISO 8402: 1994, Management de la qualité et assurance de la qualité — Vocabulaire

2 Définitions et liste des symboles utilisés

2.1 Définitions

temps donné.
2 Leterme «fiabilité» est aussi employé pour désigner I'ap{

2.1.2 fiabilité de contact: i puisse accomplir une fonction
requise, dans des conditions données, pre donné de cycles de manoeuvres.

2.1.3 défaillance: i i entité a accomplir une fonction requise.
[VEI 191-04-01]

NOTES

1 Aprés défaillapce d’

2 Une défaillan 0 a UR_autre, par opposition a une panne, qui est un état.

3 La notion de défailla e ept éfinié, ne s’applique pas a une entité constituée seulement de logiciel.

2.1.4 défaut: L 3 rle exigence prévue ou a ce qu'on attend d'une entité, y
compris en fconce urité. [ISO 8402: 1994, 2-11 modifié]

NOTE &xde ce que I'on attend de I'entité doit étre raisonnable dans les circonstances présentes.
2.1.5 taux d Aop: Pour une période donnée de la vie d'une entite,
rapport du nomb al de défaillances dans un échantillon a la durée cumulée observée sur

cet échantillon. Le taux de défaillance observé doit étre associé a des nombres donnés de
cycles de manoeuvre (ou des sommes de nombres de cycles) particuliers donnés de la vie des
entités ainsi qu’'a des conditions spécifiées.

2.1.6 taux de défaillance estimé A : Taux de défaillance d'une entité, déterminé par la

valeur limite, ou les valeurs limites de lintervalle de confiance associé a un niveau de
confiance donné, et basé sur les mémes données que le taux de défaillance observé d’'entités
nominalement identiques.

NOTES

La source des données doit étre précisée.

Les résultats ne peuvent étre accumulés (combinés) que lorsque toutes les conditions sont semblables.
La distribution sous-jacente opposée pour les défaillances en fonction du temps doit étre donnée.

Il convient de préciser si l'intervalle utilisé est borné ou non.

g b~ W N

Lorsqu’une seule valeur est donnée, il s’agit généralement de la limite supérieure.
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